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on-chip 2011 / p. 92-118 : ill https://www.researchgate.net/publication/344994231_Diagnostic_Modeling_of_Digital_Systems_with_Multi-
Level_Decision_Diagrams

Digital electronics design and test at Computer Engineering Department of Tallinn University of Technology
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Teaching digital system test
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Validation, verification and testing of object-oriented programs
Tepandi, Jaak; Trausan-Matu, S. Studies and researches in computers and informatics 1990 / 1, p. 113-128
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языков неязыковых факультетов и вузов Эстонской ССР, Белорусской ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР и
Калининградской области : Тарту, (4-7 мая 1977 г.) 1977 / с. 82-84 https://www.ester.ee/record=b1317941*est

Лингводидактическое тестирование
Kokkota, Valmar 1989 https://www.ester.ee/record=b1521036*est

Маятниковый склерометр для испытания эластомеров
Pallase, Ado Трение и износ в машинах. 14 1987 / с. 3-13

Метод дедуктивного анализа тестов для логических схем

https://www.ester.ee/record=b1273275*est
https://www.ester.ee/record=b1337813*est
https://www.ester.ee/record=b4632972*est
https://www.ester.ee/record=b1564280*est
https://www.ester.ee/record=b1301665*est
http://www.ester.ee/record=b1563942*est
https://www.ester.ee/record=b1319482*est
https://www.ester.ee/record=b1317941*est
https://www.ester.ee/record=b1521036*est


Viilup, Agu; Kitsnik, Peeter; Ubar, Raimund-Johannes Вопросы технической диагностики 1977 / с. [?]
https://www.ester.ee/record=b2353473*est

Методы тестового диагностирования дискретных систем
Ubar, Raimund-Johannes Машинное проектирование электронных устройств и систем 1986 / с. 57-69

Некоторые проблемы создания стандартных методов испытания на абразивное изнашивание в свете
энергетической концепции : автореферат ... кандидата технических наук (05.02.04)
Pappel, Toivo 1975 http://www.ester.ee/record=b1318201*est

Некоторые проблемы создания стардартных методов испытания на абразивное изнашивание в свете
энергетической концепции : диссертация ... кандидата технических наук : 05.02.04 - трение и износ в машинах
Pappel, Toivo 1975 http://www.ester.ee/record=b2332186*est

О вынужденных колебаниях камертона при возбуждении одной ветви
Kenk, Kalju; Mäeots, R. Тезисы докладов XXXI студенческой научно-технической конференции 1980 / с. 46-47
https://www.ester.ee/record=b1319482*est

О проверке полноты контролирующих тестов цифровых схем
Ubar, Raimund-Johannes XV Областная научно-техническая конференция по системам и средствам управления, май 1979
года : Тезисы докладов Пермь / с. 74-75

О синтезе тестов для микропроцессорных БИС
Lohuaru, Tõnu; Ubar, Raimund-Johannes Проектирование и диагностика вычислительных средств 1987 / с. 30-42 : илл
https://www.ester.ee/record=b1273275*est

О функциональном моделировании диагностических тестов в схемах ЦВМ
Vaher, V.; Ubar, Raimund-Johannes XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 133 https://www.ester.ee/record=b1306141*est

Подход к автоматизации построения тестов для микропроцессорных БИС
Kont, Toomas Машинное проектирование электронных устройств и систем 1988 / с. 55-64

Построение тестов для дискретных систем нам простых альтернативных графах
Voolaine, Andrus; Pall, M.; Ubar, Raimund-Johannes Тезисы докладов всесоюзной научно-технической конференции
"Методы и средства борьбы с помехами в цифровой технике" 1986 / с. 88-89

Построение тестов для неисправностей комбинационных схем на основе анализа ортогональных
дизъюнктивных нормальных форм, представляемых альтернативными графами
Matrosova, A.Yu.; Pleshkov, A.G.; Ubar, Raimund-Johannes Автоматика и телемеханика 2005 / с. 158-174 : ил
http://mi.mathnet.ru/at1333

Построение тестов для проверки операционных частей дискретных систем
Ubar, Raimund-Johannes; Lohuaru, Tõnu; Štraube, B.; Elst, G. Машинное проектирование электронных устройств и систем
1988 / с. 65-77

Применение модели АГ для автоматизации синтеза тест-программ микропроцессорных БИС
Ubar, Raimund-Johannes Электронная техника. Серия 8, Управление качеством, стандардизация, метрология, испытания :
научно-технический сборник 1985 / с. 110-113 https://www.ester.ee/record=b2160764*est

Проектирование контролепригодных дискретных систем : учебное пособие
Ubar, Raimund-Johannes 1988 https://www.ester.ee/record=b1225400*est

Проектирование контрольных экспериментов в автоматизированной системе контроля цифровых автоматов
"НАКС"
Voolaine, Andrus; Jõgi, Aksel; Pall, Martin Синтез и диагностика цифровых устройств и систем 1982 / с. 3-21 : илл
https://www.ester.ee/record=b1328194*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/febd586e-d7fa-4fbd-bf41-40576a75f94b

Система синтеза тестовых программ для дискретных объектов диагностирования (ОД)
Zaugarov, Viktor; Saarepera, Maimu; Storožev, Sergei Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 78-89: ill

Сотрудничество по тестированию в КПИ, РПИ и ТПИ
Kokkota, Valmar Тезисы докладов II зонального совещания заведующих кафедрами иностранных языков неязыковых
факультетов и вузов Эстонской ССР, Белорусской ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР и Калининградской области :
Тарту, (4-7 мая 1977 г.) 1977 / с. 53-55 https://www.ester.ee/record=b1317941*est
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Тестирование баз знаний
Tepandi, Jaak Обработка данных. Построение трансляторов. Вопросы программирования 1988 / с. 3-11

Тестирование продукционных систем по критерию покрытия операторов
Tepandi, Jaak Известия АН Эстонии. Физика. Математика 1990 / 1, с. 9-13

Тестовая диагностика цифровых устройств : учебное пособие. II, Синтез и анализ тестов. Дешифрация
диагностических экспериментов
Ubar, Raimund-Johannes 1981 https://www.ester.ee/record=b1326795*est

Трансляция выходных реакций многовыходного модуля
Plakk, Mari Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с. 63-72 : илл
https://www.ester.ee/record=b1319172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442

Фактор времени в языковых тестах
Kokkota, Valmar; Võrk, Evi-Mai Исследования по методике преподавания иностранных языков 1978 / с. 41-49
https://www.ester.ee/record=b1314236*est

Формальный синтез тестов для микропроцессоров
Toomsalu, Arvo; Ubar, Raimund-Johannes XVII областная научно-техническая конференция по вопросам повышения
эффективности и качества систем и средств управления (май 1981 г.): Тезисы докладов 1981 / с. 111-112

Формирование тест-программ для микропроцессорных БИС при автоматическом генерировании тестов
Alango, Villem; Kont, Toomas; Ubar, Raimund-Johannes Машинное проектирование электронных устройств и систем 1988 /
с. 78-87

Экспертная система тестирования программ по спецификациям
Tepandi, Jaan III Всесоюзная конференция "Автоматизация производства систем программирования" : тезисы докладов
1986 / с. 137-138 https://www.ester.ee/record=b1216891*est

Электрические аппараты : пособие к лабораторным работам для студентов специальности 0628 и 0601
1982 https://www.ester.ee/record=b1264696*est
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